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全社



						2016年上期 ネン カミキ		2017年上期 ネン カミキ

						実績 ジッセキ		前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ		実績 ジッセキ		vs前年同期 ゼンネン ドウキ		vs前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ

				売上高 ウリアゲ タカ		799		875		873		+73		▲ 1

				営業利益 エイギョウ リエキ		77		100		97		+19		▲ 2

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		9.7%		11.4%		11.1%		+1.4p		▲0.3p

				経常利益 ケイジョウ リエキ		75		97		95		+19		▲ 1

				親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ		41		61		64		+23		+3



				USドル（円） エン		111.70		110.00		112.34		+0.64		+2.34

				ユーロ（円） エン		124.52		120.00		121.66		▲ 2.86		+1.66
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セグ別



						売上高 ウリアゲ ダカ										営業利益 エイギョウ リエキ

						2016年
上期 ネン カミキ		2017年上期 ネン カミキ								2016年
上期 ネン カミキ		2017年上期 ネン カミキ

						実績 ジッセキ		前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ		実績 ジッセキ		vs
前年
同期 ゼンネン ドウキ		vs
前回
予想（5/12） ゼンカイ ヨソウ		実績 ジッセキ		前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ		実績 ジッセキ		vs
前年
同期 ゼンネン ドウキ		vs
前回
予想（5/12） ゼンカイ ヨソウ

				自動車 ジドウ シャ		281		320		306		+24		▲ 13		5		22		21		+16		▲ 0

				環境 カンキョウ		77		80		80		+2		+0		8		4		3		▲ 5		▲ 0

				医用 イヨウ		138		120		123		▲ 14		+3		15		10		8		▲ 7		▲ 1

				半導体 ハンドウタイ		178		240		247		+68		+7		44		65		67		+23		+2

				科学 カガク		123		115		115		▲ 8		+0		2		▲1		▲ 4		▲ 7		▲ 3

				合計 ゴウケイ		799		875		873		+73		▲ 1		77		100		97		+19		▲ 2
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Sheet1 (2)

				テーマ		2014年決算説明と2015年展望 ネン ケッサン セツメイ ネン テンボウ

				目的 モクテキ		2014年業績の説明をとおして機関投資家に2014年業績結果について納得してもらう。2015年展望を説明することでHORIBAに対して適切な企業評価をしてもらう。 ネン ギョウセキ セツメイ キカン トウシ カ ネン ギョウセキ ケッカ ナットク ネン テンボウ セツメイ タイ テキセツ キギョウ ヒョウカ

				聞き手 キ テ		機関投資家100名 キカン トウシ カ メイ

				意思決定 イシ ケッテイ		HORIBAの業績、15年予想をもとに適切な投資判断をする。 ギョウセキ ネン ヨソウ テキセツ トウシ ハンダン

				予定時間 ヨテイ ジカン		見出し ミダ				内容のポイント ナイヨウ

				（35分） プン

						起 オキ		2014年通期業績説明 ネン ツウキ ギョウセキ セツメイ

										前年比較 ゼンネン ヒカク

										増減理由 ゾウゲン リユウ

										全社→セグメント数値表 ゼンシャ スウチ ヒョウ

										セグごとの実績説明 ジッセキ セツメイ



						承		2015年のHORIBAを ネン		セグごとのお天気予報 テンキ ヨホウ

								取り巻く環境 ト マ カンキョウ



								2015年の予想 ネン ヨソウ		全社→セグメント毎の予想説明 ゼンシャ ゴト ヨソウ セツメイ







						転		MLMAP振り返り フ カエ		バルーンチャート

								2015年のスタンス ネン		順調に進んでいること ジュンチョウ スス

										そうでないこと→今年のスタンス コトシ







						結		次のMLMAPに向けた投資 ツギ ム トウシ		びわこなど

										2016年に向けて飛躍 ネン ム ヒヤク

										かがみこむ

										JUMPは2016年～ ネン



						2014年2Qスライドから引き継ぐべきもの

						・セグ別の業績

						・自動車→MEXA-ONEの実績+2015年計画

						・医用→なし

						・半導体→MFCの用途別売上

						・配当実績+2015年配当予想



						「2015年の予想とMLMAPの2015年数値の説明の仕方どうする？」



						セグメントの色は使う



						受注、売上の四半期ごとの推移（4Qに多く入ってくる）



						各セグメントの販売先地域は記載（変化があればその理由）





全社2014実績



						2013年 ネン		2014年 ネン

						実績 ジッセキ		前回予想（11/6） ゼンカイ ヨソウ		実績 ジッセキ		vs 2013		vs 前回予想 ゼンカイ ヨソウ

				売上高 ウリアゲ タカ		1,381		1,500

				営業利益 エイギョウ リエキ		117		150

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.0%		10.0%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		113		110

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		73		90



				一株利益 ヒトカブ リエキ

				ROE		7.8％		7.7％

























セグ別2014実績



						売上高 ウリアゲ ダカ						営業利益 エイギョウ リエキ

						2013年 ネン		2014年 ネン		前年比 ゼンネン ドウヒ		2013年 ネン		2014年 ネン		前年比 ゼンネン ドウヒ

				自動車 ジドウ シャ

				医用 イヨウ

				半導体 ハンドウタイ

				科学 カガク

				環境 カンキョウ

				合計 ゴウケイ







全社2015予想



						2016年
上期 ネン カミキ		2017年 ネン

						実績 ジッセキ		実績 ジッセキ								今回予想 コンカイ ヨソウ		下期
予想 シモキ ヨソウ

								前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ		1Q		2Q		上期 カミキ

				USドル		111.70		110		113.60		111.08		112.34		110		107

				ユーロ		124.52		120		121.05		122.27		121.66		120		118

























Sheet4

						2014年実績説明 ネン ジッセキ セツメイ

				自動車 ジドウ シャ		　+
　-

				医用 イヨウ		　+
　-

				半導体 ハンドウタイ		　+
　-

				科学 カガク		　+
　-

				環境 カンキョウ		　+
　-





Sheet5

						2015年実績 ネン ジッセキ		2014年実績 ネン ジッセキ		前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ

										増減 ゾウゲン		比率 ヒリツ

				売上 ウリアゲ

				営業利益 エイギョウ リエキ

				経常利益 ケイジョウ リエキ

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ

				一株利益 ヒトカブ リエキ

				ROE
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全社予想



						2016年 ネン		2017年 ネン

						実績 ジッセキ		前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前年比 ゼンネン ヒ		vs前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ

				売上高 ウリアゲ タカ		1,700		1,830		1,870		+169		+40

				営業利益 エイギョウ リエキ		184		210		220		+35		+10

				営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		10.9%		11.5%		11.8%		▲1.4p		　+0.3p

				経常利益 ケイジョウ リエキ		182		203		213		+30		+10

				親会社株主に帰属する
当期純利益		129		136		145		+15		+9



				一株利益(円） ヒトカブ リエキ エン		308		322		344		+36		+21

				ROE		10.0%		9.9%		10.5%		▲2.5p		+0.5%
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セグ別



						売上高 ウリアゲ ダカ								営業利益 エイギョウ リエキ

						2016年 ネン		2017年 ネン		2017年 ネン		vs		2016年 ネン		2017年 ネン		2017年 ネン		vs

						実績 ジッセキ		前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ		実績 ジッセキ		前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ		今回予想 コンカイ ヨソウ		前回予想
(5/12) ゼンカイ ヨソウ

				自動車 ジドウ シャ		622		690		710		+20		35		52		57		+5

				環境 カンキョウ		167		180		180		変更なし ヘンコウ		15		11		11		変更なし ヘンコウ

				医用 イヨウ		265		250		250		変更なし ヘンコウ		28		22		17		▲ 5

				半導体 ハンドウタイ		388		460		480		+20		96		120		130		+10

				科学 カガク		257		250		250		変更なし ヘンコウ		9		5		5		変更なし ヘンコウ

				合計 ゴウケイ		1,700		1,830		1,870		+40		184		210		220		+10
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Graph1
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Sheet1

				2012		2013		2014		2015		2016		2017		2017

		売上高		432.0		495.0		550.0		654.0		622.0		690.0		710.0

		営業利益		44		42		58		52		35		52		57
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